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The Berg-Barrett  method is applied to rather imperfect crystals (various types of BaTiO3). The 
contrast of the image depends on the local variations not of the reflecting power, but  of the orienta- 
tion and the spacing of the reflecting planes, and also on the divergence of the incident beam. 
Different Berg-Barrett  images combined with the measure of the direction of the reflected rays 
give a detailed and accurate map of the crystal texture. 

Les m@thodes de diffraction des rayons  X d@sign@es 
sous le nom g@n@ral de Berg-Bar re t t  (Barrett ,  1945) 
ont pour bu t  d'@tablir une correspondance point  par  
point  entre la surface d ' un  cristal  et l ' image obtenue 
sur une plaque photographique recevant  les rayons  
diffractds par  cette surface. 

Quand l 'objet  est un  cristal voisin de l'@tat parfa i t  
(cas des imperfections cristal l ines isol@es) les rayons 
rdfldchis sont, pour une longueur d 'onde donn@e, 
tr~s sensiblement  parall~les pour toute la surface 
irradide. Mais le pouvoir r@flecteur, qui ddpend du 
coefficient d 'ex t inc t ion  local, augmente  dans les 
rdgions perturbdes:  les lignes de dislocations, les plans 
de glisseme~l~, les interfaces entre sous-grains et les 
accidents superficiels comme les rayures,  apparaissent  
sur l ' image avec un eontraste qui peut  6tre tr@s grand. 

Si le cristal  est assez imparfa i t ,  son pouvoir rdflec- 
teur  est @gal en chaque point  ~ celui pr@vu par  la 
th@orie cingmatique:  il est done constant  pour toute 
la surface du cristal. Par  contre les d@sorientations 
entre cristalli tes et Ies var ia t ions de distances rdticu- 
laires d@terminent en chaque point  la direct ion des 
rayons incidents en posit ion de r@flexion, et des 
rayons r@fl@ehis correspondants.  Done, si le faisceau 
incident  avai t  une divergence suff isante pour qu ' i l  y 
air possibilit@ de rdflexion en chaque point  et, si le 
f i lm sensible @tait plae@ immgdia tement  contre le 
cristal, il  n ' y  aura i t  aucun contraste sur l ' image. 
C'est en modi f ian t  la divergence du faisceau incident  
a insi  que la d is tance  de l 'objet  b, la p laque photo- 
graphique qu 'on peut  obtenir  des images contrast@es; 
i l  est possible, en var ian t  convenablement  le dispositif  
expTrimental ,  de r@unir des donn@es pr@eises sur l'@tat 
local du cristal  du point  de r u e  or ientat ion et para- 
m~tre.* Ce sont ces possibilitds que nous avons 
utilis@es pour l'@tude de la s t ructure en domaines de 
cr is taux de t i t ana te  de baryum.  Nous montrons  ici, 
sur deux exemples, comment  l 'u t i l i sa t ion  successive 
des diverses techniques permet  de donner une descrip- 

* Weissman & Evans (1954) et Weissman (1956) ont dTj~ 
donn6 quelques exemples de ces mTthodes. 

t ion d@taillde d ' un  cristal. Nous rdservons £ un  autre  
art icle l'expos@ complet  des rdsultats  relatifs  aux 
diff@rents cr is taux de t i t ana te  de baryum.  

Descript ion du m o n t a g e  

La source de rayons X est le foyer d ' un  tube  & anti-  
cathode de cuivre ayan t  la f o rme  d 'un  rectangle 
vert ical  de dimensions apparentes  0 , 2 × 2  ram. De 
plus, une fente F (Fig. 1), devant  le tube,  permet  de 
rdduire la hau teur  h de la source de 2 m m &  0,1 mm. 
D 'un  point  de l'@ehantillon situ@ ~ l a  dis tance D =  
250 ram, la source est rue  sous un  angle de 3' dans 
un  p lan  horizontal,  et sous un  angle pouvant  var ier  
de 30' & 1,5' dans un p lan  vertical  (Bousquet, 1962). 
Par  rotat ion autour  de l ' axe  horizontal  de son plan,  
l '@chantillon peut  @tre amend en position de r@flexion. 
I1 peut  6tre @galement translat@ dans son plan,  de 
fa9on a changer la part ie  irradide. Pour  des raisons 
d ' encombrement  mat@riel, le f i lm ne peut  6tre ap- 
proch@ b~ moins de 5 ram de l '@chantillon; c 'est en 
g@nTral une @mulsion & grains fins pe rmet t an t  un  
agrandissement  de l 'ordre de 50. Le f i lm est protdg@ 
du faisceau direct  par  un  @cran B (barre de cuivre 
@paisse), mais  malgr@ cette prdcaution, et bien que le 
r ayonnement  incident  soit filtr@, il subsiste sur les 
photographies un  voile de diffusion parfois gTnant. 

B 

v|$ 

Fig. 1. Montage I: section par un plan vertical. 

Les plans r@flecteurs 6tant  parall@les • la surface 
du cristal, on recueille sur le f i lm l ' image d 'une  bande 
du cristal  ayan t  la forme d ' un  rectangle.  Comme 
l 'angle d ' incidence varie  peu le long d 'une  l igne 
perpendiculaire  au p lan  d ' ineidence,  la dimension 
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Fig. 2. Largeur  de la r6gion explor6e sur le cristal et  d imension 
de  l ' image sur le film. 

On a repr6sent6 ici le cas off deux  r6gions du cristal sont  
s imu l t an6men t  en posit ion de r6flexion: l '6cart  des angles 
de  Bragg A O provient  de la pr6sence de deux longueurs 
d 'onde  diff6rentes ou de deux distances r6ticulaires dif- 
f6rentes. 

correspondante, fix6e par l'appareillage, est de 10 mm. 
Parallglement au plan d'incidence, et pour une 
longueur d'onde donn~e, l 'autre dimension est 6gale 
£ h/sin 0 (Fig. 2). Dans le cas du t i tanate de baryum, 
la r6flexion utilis~e est 002 ou 200, 0 est voisin de 
22 ° 30', la bande explor6e sur le cristal a pour largeur 
0,3 mm pour h=0,1 ram. Dans le cas du rayonnement 
du cuivre, compos~ du doublet Kay, Kay, on obtient 
l'image de deux bandes de cristal de largeur h/sin 0, 
s6par6es de D(O~-O~,~)/sin 0 soit 0,6 mm (Fig. 2). 
Remarquons que l'image obtenue n'est pas semblable 
£ l'objet mais que la dimension parall~le au plan 
d'incidence est multipli~e par 1/2 cos 0, la dimension 
transversale 6tant conserv~e. 

Le pouvoir de r6solution est d6fini par les dimen- 
sions, sur le film de l'image d'un point ggomgtrique 
de la surface cristalline. Perpendiculairement au plan 
d'incidence il est d~termin6 par la largeur de la source 
et les rapports des distances source-cristal et cristal- 
film, soit dans nos conditions exp6rimentales 4/z. 
Parall~lement au plan d'incidence la largeur de l'image 
est plus complexe puisqu'elle est d~termin~.e, non 
seulement par la hauteur de la fente, mais encore par 
l '6tat du eristal. Si le cristal est sans d~sorientation 
notable et si la fente est assez fine pour qu'une seule 
composante du doublet Ks  puisse 6tre r6fl~chie, 
la largeur de la raie r6fl6chie est donn6e par la taille 
des grains de l'dmulslon photograpklque solt 1 #; 
mais, si on augmente la largeur de la fente, on peut 
avoir simultan6ment la r6flexion Kat et K ~ ,  ce qui 
donne deux petites raies distantes de 8/z. Enfin 
quand le cristal est perturb6 la largeur de la tache 
image devient plus grande £ mesure que la hauteur 
de la fente-souree augmente. 

Fig. 3. Montage I I :  section par  un  plan vert ical .  

du cristal. Elle est mesurge, ]orsqu'on fait tourner le 
cristal suppos6 parfait, par le domaine angulaire a 
pour lequel la r6flexion subsiste. Cette sensibilit6 
dgpend essentiellement de l'orientation de l'axe de 
rotation par rapport au plan d'incidence. Lorsque 
l'axe de rotation est normal au plan d'incidence, 
c~ est ggal £ l'angle sous lequel la source est rue  de 
l'6chantillon, donc varie de 30' ~ 1,5' dans notre 
montage. Par contre, lorsque l'axe de rotation est 
l'intersection du plan r6flecteur par le plan d'incidence, 
il faut chercher de quel angle dolt tourner le plan 
r6flecteur pour que le c6ne des rayons incidents 
entraln6 avec lui ne coupe plus la source. Un calcul 
ggom6trique simple donne alers dans nos conditions 
expgrimentales ~ = 4  °, valeur sup6rieure £ toutes les 
d6sorientations existant au sein d'un cristal mgme 
perturb6. Le montage est donc dissym6trique, il n'est 
sensible qu'aux d6sorientations correspondant £ un axe 
de rotation perpendiculaire au plan d'incidence. C'est 
cette propri6t6 que nous avons utilis6e, gr£ce £ dif- 
fSrentes techniques, pour s6parer les effets dfis aux 
diff6rences de parambtres de ceux dfis aux dds- 
orientations. 

Supposons un cristal form6 de domaines de para- 
mgtres 16ggrement diff6rents, et d6sorient6s autour 
d'un m~me axe de rotation A. 

Une premiere m6thode eonsiste £ utiliser le montage 
d6crit pr6c6demment avec une fente 2' trgs fine 
(montage I). L'axe A est plac6 dans le plan d'incidence, 
les d6sorientations lfintervielment plus, et l'angle 
d'incidence est ddtermin6 en chaque point du cristal 
5~ la pr6cision de 1,5'. On obtient donc plusieurs 
plages de rdflexion donn6es par les r~gions de distance 
r6ticulaire eonvenable: r6flexions Kal et Ka~ par les 
r6gions de distance r~ticulaire dl, de etc. (Fig. 2). 
Pour une m~me longueur d'onde, l'dcartement sur le 
film de deux bandes de r5flexion permet de calculer 
la diff6rence des distances rSticulaires correspon- 
dantes. Par contre, lorsque l'axe A est perpendiculaire 
au plan d'incidence, les d6sorientations interviennent: 
on observe pour une m6me distance r6ticulaire les 
r6gions de plans r6flecteurs parallb]es entre eux 
(£ 1,5') et plac6s sous l'incidence de Bragg. De plus, 
en tournant le cristal on peut mesurer la d6sorientation 

film 

M 6 t h o d e s  d ' 6 t u d e  

La propri@t@ caract~ristique essentielle du montage est 
sa sensibilit6 aux d6sorientations des plans r6flecteurs 

200 

I2 



C. BOUSQUET, M. LAMBERT, A. M. QUITTET ET A. GUINIER 991 

(a) (b) 

Fig. 4. ]~tude locale du param~tre et de la d@sorientation. (a) zJ parall@le au plan d'incidence : zJ 0 correspond aux deux distances 
rdticulaires d 1 et d 2 des plans r@fl@chissants (xQ) et (7~2). (b) A perpendiculaire au plan d'incidence: e reprSsente la d@sorienta- 
tion angulaire des plans (xq) et (x~). 

entre deux domaines contigus dont on a par ailleurs 
dgtermind les parambtres. Ainsi cette mgthode permet 
d'obtenir une image globale de la surface du cristal. 

D'autre part, le montage peut 6tre ldgbrement 
modifid de fa~on £ permettre d'dtude locale du para- 
mbtre et de la ddsoricntation (montage II). Dans 
ce cas on donne ~ la divergence du faisceau incident 
une valeur telle qu'au point considdrd il y nit rdflexion 
quels que soient la ddsorientation et le parambtre. 
Au moyen d'une fente fine F '  (0,03 mm) placde le 
plus prbs possible de l'dchantillon, on ddlimite sur le 
cristal non pas un point mais une ligne perpendieulaire 
au plan d'incidence (puisque seules intervieiment les 
ddsorientations perpendiculaires £ ce plan). La plaque 
photographique placde £ grande distance (200 mm) 
permet une grande prdcision dans la mesure de 
l'dcartement des faisceaux diffractds (Fig. 3): deux 
rayons faisant un angle de 1' domaent sur le film deux 
traces distantes de 6/100 mm. Lorsque d est orientd 
parallblement au plan d'incidence, les ddsorientations 
entre plans rdflecteurs des diffdrents domaines ne 
jouent aucun rSle et la sdparation angulaire des 
faisceaux r@fldchis donne l'6cart des angles de Bragg, 
done des distances rdticulaires dl, d e , . . .  (Fig. 4(a)). 
Si d est plac6 perpendiculairement au plan d'incidence, 
et si on isole les faisceaux rdfldchis par deux domaines 
consdcutifs seulement, on mesure la diff@rence des 
angles de Bragg _ l'angle de d@sorientation entre les 
deux domaines consid6rds (Fig. 4(b)). 

l~tude des c r i s taux  de BaTiOa fi domaines  
lamel la i res  

Le premier exemple que nous donnons est celui d'un 
cristal de ti tanate de baryum, du type normal, 
tdtragonal, dans lequel les domaines ferrodlectriques 
ont la forme de fines lamelles paral161es qui coupent 
la surface sous un angle de 45 ° et suivant les directions 
(100) (Megaw, 1957). La surface est alors formde de 
bandes parallbles" si on consid6re deux bandes con- 
tigues, dans l'une, les plans parallbles £ surface sont 
des plans (100), dans l'autre, ce sont des plans (001). 
Pour la rdflexion utilisde (200 ou 002), le cristal peut 

donc @tre considdrd comme form@ de deux sdries de la- 
melles de distance rdticulaire dl et d2((d2-dl)/dl _~ 1%), 
le passage d'une lamelle £ sa voisine se traduisant en 
outre pour les plans rdflecteurs par une rotation 
d'environ 36' autour d'un axe d parallble aux fron- 
tibres des bandes superficielles. C'est ce que mettent 
en 6vidence les deux figures suivantes: 

La photographie de la Fig. 5 est obtenue avec le 
montage I, les striations dtant parallbles au plan 
d'incidence. Les deux bandes correspondent £ la 
rdflexion dl et aux rayonnements Kal et Kae. Elles 
sont strides de lignes blanches dues aux domaines de 
qui ne sont pas en position de rdflexion. 

Les deux photographies de la Fig. 6 sont obtenues 
avec le montage II. La divergence du faisceau incident 
est maximum: les deux types de domaines sont en 
position de rdflexion pour les radiations Kal et Ka2. 
Pour la photographic 6a, les laminations sont placdes 
parall@lement au plan d'incidence, la sdparation 
angulaire des deux doublets: 15', provient donc 
uniquement de la diffdrence de parambtres. Dans le 
cas de la photographie 6b, les laminations dtant cette 
lois perpendiculaires au plan d'incidence, & l'dcart 
angulaire prdcddent s'ajoute l'angle de ddsorientation 
des plans rdfldchissants dans les deux types de domaine 
qu'on trouve dgal £ 30', valeur ldgbrement irffdrieure 

la valeur thdorique. Cette derni@re image donne 
d'ailleurs des renseignements compldmentaires: on 
remarque en effet que les lignes de rdflexion sont 
floues et qu'il existe une bande continue de rdflexion. 
Ceci indique la prdsence de ddsorientations d'amplitude 
diffdrente autour d'axes parallbles & d,  les distances 
rdticulaires d~ et d~ dtant bien ddtermindes ainsi que 
le tdmoigne la nettetd des lignes de la photographic 6a. 

]~tude de cr i s taux  de BaTiO a fi courbure 
continue 

5Tous avons choisi comme deuxibme exemple un second 
type de cristaux de ti tanate de baryum bien plus 
complexes que les premiers: observds entre nicols 
croisds, ils prdsentent un quadrillage tr~s rdgulier de 
pdriode 6gale k 2 lois l'6paisseur du cristal, soit 
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0,2 ~ 0,5 m m  (Forsbergh, 1949). Une mesure au 
diffractom6tre (Quittet, 1962) montre  que les plans du 
r6seau cristallin parallbles £ la surface correspondent 
& une distance r6ticulaire unique. 

Une  premi6re exp6rience est fai te avec le montage I 
(divergence minimum).  E t a n t  dorm6 l 'aspect  de la 
figure optique, il est nature l  de placer le cristal de 
fagon qu 'un  des c6t6s du carr6 soit parallble au p lan  
d' incidence. On observe alors, sur l ' image, deux 
s6ries de raies perpendiculaires au p lan  d ' incidence 
(Fig. 7). Les raies de la premi6re sgrie (A) ont la 
direction et l '6car tement  du quadri l lage optique. La 
seconde sdrie de raies (B), moins intenses, se place 
entre les raies de la sdrie (A) et £ peu pr6s avec la 
re@me p6riodieit6. Ces raies (B) sont formges de 
doublets.  On observe, quand on fai t  varier  l 'orienta- 
t ion du eristal, que les raies (A) restent  fixes tandis  
que les raies (B) se d6placent d 'une  raie (A) ~ la 
suivante.  Ces fai ts  peuvent  s ' interprgter  par  le modble 
suivant :  les plans rdfl6chissants, de distance r6ticulaire 
constante,  sont d6form6s de fagon p6riodique; ils sont 
form6s de portions de cyl indre & grand rayon de 
courbure r6urries par  des sillons de tr6s pet i t  rayon 
de courbure. Ainsi, comme le montre  la :Fig. 8, quand 

\ ~ ~ ~  

Fig. 8. Cristaux & eourbure continue: d6formation d'tm plan 
r6fleeteur (section par le plan d'ineidenee). 

on fair  tourner  le cristal  autour  d 'un  axe normal  au 
p lan  d'incidence, il y a toujours une portion du sillon 
qui est en position de r6flexion, tandis  que la port ion 
r6fl@hissante du cylindre se d6place, suivant  l 'orien- 
ration du cristal, d 'un  des sillons jusqu 'au  suivant.  
Le d6doublement  des raies de la s6rie (B) correspond 
au doublet  K~xlKa2" l '6car tement  des deux lignes 
repr6sente la distance, sur le cristal, des deux r6gions 
dont les plans r6tieulaires font, entre eux un angle 
dgal £ la diff6rence des angles de Bragg 0~2-0~x. 
Dans les sillons, les deux raies (A) sont trop proches 
l 'une  de l 'autre  pour ~tre s6par6es. Nous avons 
d 'ai l leurs  vgrifi6 qu 'en remplagant  la radia t ion K a  
par  la radia t ion  Kfl, les raies (B) deviennent  simples. 
Comme la source ponctuelle n 'est  pas £ distance 
infinie, on explique aussi que les raies (B) ne soient 
pas r igoureusement dis tantes  d 'une  p6riode d 'ondula-  
t ion de la surface. En  suivant  en ddtail  les modifica- 
tions de l ' image en fonction de la rotat ion progressive 
du ciistal ,  on peut  6tablir  de fagon ddtaill6e la g6om6- 
tr ie des plans r6fl6chissants: on trouve que l 'angle de 
ddsorientation d 'un  sillon au suivant  est de 20';  
la p6riode 6tant  de 0,4 ram, cela correspond & un 

rayon de courbure de 60 m m  et & une flbche de 0,4/x. 
Enf in  on 6tabli t  que la courbure du cylinch-e n 'es t  pas  
en fai t  rdpartie mfiform6ment,  elle est surtout  accen- 
tu6e juste au mil ieu de deux sillons cons6cutifs. 
Nous avons, jusqu '£  pr6sent, parl6 de cylindres et de 
sillons; en r6alit6, cet aspect du cristal est dfi £ ia 
diff6rence de sensibilit6 de notre appareil lage parall61e- 
ment  et perpendicula i rement  au p lan  d ' incidence:  
de fair, si on tourne le cristal  de 90 ° d a n s  son plan,  
on retrouve exactement  les m@mes images aux 
rayons X. En  fait,  i l  faut  admet t re  que la d6formation 
des plans superficiels du cristal peut  ~tre ddcrite par  
la superposit ion de deux ondulat ions £ angle droit  
et il en r6sulte que ces plans forment  une s6rie de 
d6mes inscrits dans des carrds juxtapos6s, ces carr6s 
reproduisant  le quadri l lage vu par  les m6thodes 
optiques. 

I h4 

P 

\j /I 
\ /  

S 

Fig. 9. Mesure du rayon de courbure des sfllons par l'6tude 
de la focalisation du faisceau r6fl6chi. 

Ce module de d6formation du cristal peut  6tre 
pr6cis6 et confirm6 par  d 'aut res  images obtenues avee 
les rayons X. Ainsi, on a pu d6terminer  la courbure 
des sillons. Consid6rons l 'un  de ces sillons cylindriques 
parallble au plan d ' incidence (Fig. 9): la var ia t ion  de 
l 'angle d ' incidence le long de la section droite M M '  
est n6gligeable; les normales au plan rdflecteur le 
long de M M '  convergent au centre de courbure C 
et le p lan  d ' incidence est d@fini par  la normale  PC 
et la direction des rayons incidents  SC. I1 s 'ensui t  
que t o u s l e s  rayons r6fldchis coupent la ligne SC au 
re@me point  F qui est un foyer pour les rayons r6fl6chis. 
Si le faisceau r6fl~chi est re~u sur un  f i lm plac~ £ 
une distance croissante de l '6chanti l lon,  l ' image de la 
ligne M M '  aura une largeur d6croissante de P en F 
et croissante aprbs F.  En  fair, on observe sur les lignes 
de r6flexion donn6es par  ces cr is taux des segments 
d ' in tensi t6  renforc6e qui se r6tr6cissent d 'abord & 
mesure qu'on 61oigne la pellicute, puis qui s'61argissent 
ensuite. Le point  de meilleure focalisation est £ une 
dis tance 6gale, d 'aprbs la Fig. 9, £ R cos 0 si R e s t  
le rayon de courbure. C'est ainsi  que nous avons 
d6termin6 un rayon de courbure de 11 ram. 

Nous avons v6rifi6 que le parambtre  cristal l in est 
bien le m6me sur route la surface. A cet effet, on 
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f r ~ f l e x l o n  d 1 ~_':~_2 = : A . ~ : : : ~ ~ . _  

J, 

Fig. 5. ( X 10). Image  de B e r g - B a r r e t t  d ' un  eristal  ~ domaines  lamellaires. 

Axe  A parall~le au plan d ' ineidenee.  

i i , 

j ....... ~ 

Ka 2 ' p i  

d~ 

(a) (b) 
Fig. 6. ( x 2,5). R~flexion g grande  dis tance (200 mm)  par  les domaines  d z et d.,. Axe /1 parall~le 

(a) et  perpendicula i re  (b) au  plan d ' incidence.  

r a i e s  A 

, "  . . . . . . .  . r a i e s  B 
• • . 

l, o- . ~. r. , . 

~: .. • 

Fig. 7. ( x 30). Image  de B e r g - B a r r e t t  d ' u n  cristal  k quadri l lage m o n t r a n t  les deux  s~ries de raies. 

[ To face p. 992 
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Fig. 10. (× 30). Analyse des faisceaux issus d'une raie A. 
Distance fente plaque---- 50 ram. 

¸ 

Fig. l l .  (× 30). Image d'un cristal h quadrillage, montrant des stries fines. 
Ouver ture  de la fente  F m a x i m u m .  
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d6termine la direction des rayons r6fl6chis au moyen  
du montage II.  Dans  ce cas, il  est avan tageux  de 
main ten i r  la divergence du faisceau incident  ~ sa 
valeur  m i n i m u m  (1,5') et l 'on isole, £ l 'a ide de la fente 
r6glable F ' ,  une raie de la s6rie (A), une raie de la 
s6rie (B), ou un couple de raies (A) et (B) contigues- 
On trouve bien pour le doublet  (B) un  6cart angulaire  
6gal ~ deux lois la diff6rence des angles de Bragg 
0~1 et 0~ et, de plus, il n ' y  a aucun d6placement  des 
directions de r6flexion lorsque la raie (B) se d6place 
d ' u n  sillon au suivant.  A chaque raie (A) correspondent 
6galement  deux faisceaux r6fl6chis, de mSme 6cart 
angulaire,  et respect ivement  parall61es aux faisceaux 
dormant  naissance au doublet  (B). Cependant  ces 
r6sultats  ne t iennent  compte que de la par t ie  la plus 
intense des r6flexions donn6es par  les sillons. E n  
r6alit6, en observant  plus pr6cis6ment ces images 
(Fig. 10), on constate que les raies intenses Ka~Kc¢e 
correspondant  au param6tre  unique sont entour6es 
de par t  et d 'au t re  d 'une  bande de noircissement  
assez faible qui est l imit6e par  deux renforcements.  
Cette bande ext6rieure est par t icul i6rement  intense 
aux  points  qui correspondent aux  crois6es des sillons. 
E t a n t  donn6 que le faisceau incident  a une direction 
bien d6termin6e, une var ia t ion  de la direction du 
rayon  r6fl6chi ne peut  provenir  que d 'une  var ia t ion  
de l 'angle  de Bragg, donc d 'une  var ia t ion  du para- 
m6tre du cristal r6fl6chissant. Les observations s ' inter- 
pr6tent  donc en adme t t an t  que, dans les sillons, 
i l  y a, en plus du cristal  £ param6tre  unique qui forme 
la par t ie  principale,  une pet i te  quant i t6  de cristal l i tes 
dont  la dis tance r6ticulaire peut  var ier  entre les deux 
l imites  d~ et d2 des cr is taux plus simples 6tudi6s 
pr6c6demment.  Ces cristal l i tes seraient particuli6re- 
ment  nombreux  £ la crois6e de deux sillons. En  outre, 
pour que ces cristal l i tes £ param6tres  var iables  
puissent  r6fl6chir les rayons incidents  d 'or ienta t ion  
bien pr6cise, il  faut  qu' i ls  aient  des orientations vari6es, 
ce serai t  donc des grains un peu d6sorient6s et de 
structure un  peu diff6rente de celle du cristal parfai t .  

Ces quelques exemples mont ren t  la richesse des 
possibilit6s de la m6thode de Berg-Barre t t .  Ind6- 
p e n d a m m e n t  de l ' image classique qui permet  d 'obtenir  
une carte des imperfect ions ou des d6sorientations du 
cristal,  on peut, en var ian t  les conditions d 'u t i l i sa t ion  
du montage:  angle d 'ouver ture  du faisceau incident ,  
dis tance du f i lm £ l '6chanti l lon,  dimensions de la 
surface explor6e, faire une 6tude locale pr6cise du 
cristal.  Nous avons montr6 que l 'on pouvai t  a insi  
d6terminer  des d6sorientations avec une pr6cision de 
l 'ordre de la minute ,  et appr6cier des var ia t ions  
relat ives locales de param6tre  de l0  -S. En  am61iorant 
l 'apparei l lage ces mesures pourraient  4tre faites pour 
des domaines  n ' a y a n t  pas plus de 1/100e mm,  leur 
posit ion 6tant  rep6r6e avec la mdme pr6cision. Un tel 
pouvoir  de r6solution nous permet t ra i t  d ' in terpr6ter  
les photographies de certains cr is taux de s tructure 
complexe analogues £ ceux d6crits pr6c6demment  et 
qui donnent  des raies (A) et (B) non pas continues 
mais  ponctu6es; la Fig. 11 repr6sente alors une image 
de la surface, obtenue en ouvrant  la fente F de fa~on 
que route la surface puisse r6fl6chir. Les stries fines 
observ6es ont une dimension moyenne de 1/100e ram, 
l 'origine du contraste n 'a  pu 4tre d6termin6e jusqu '~ 
pr6sent. 

Ce t rava i l  a 6t6 r6alis6 en part ie  avec l 'a ide de 
l 'Air  Force Office of Scientific Research (contrat 
A F  61 (052)). Nous remercions cet organisme de son 
soutien efficace. 

R d f d r e n c e s  
BARRET% C. S. (1945). Trans. Amer. Inst. Min. (metall.) 

Engrs. 161, 15. 
BOUSQ~ET, C. (1962). Dipl6rne d'Etudes Sup6rieures, 

Facult6 des Sciences de Paris. 
FORSBERG~, P. W. (1949). Phys. Rev. 76, 1187. 
M_EGAW, H. D. (1957). ]Xerroelectricity in crystals. 
Q ~ E T ,  A. ~-~I. (1962). Th6se de 36me Cycle, Facult6 

des Sciences de Paris. 
W~,ISSM~NN, S. (1956). J. Appl. Phys. 27, 389. 
WEISSM~-~N, S. & EVANS, D. L. (1954). Acta Cryst. 7, 729. 

Acta Cryst. (1963). 16, 993 

The Crystal Structure of ~,-UOs 

BY R. ENGIVKANN AND P. I~. DE WOLFF 

Laboratorium voor Technische Natuurkunde, Technische Hogeschool, Delft, Netherlands 

(Received 4 February 1963) 

The structure of y-UO S has been determined from powder diffraction data, integrated diffra~tometer 
intensities being used. The structure is regarded as tetragonal with a -- 6-89 •, c = 19.94 A, though 
actually y =90.34 °. Uranium is found to occur in two 8-fold positions of the space group 141/amd, 
both in octahedral coordination. Of the three 16-fold oxygen positions, one is found to have only 
one uranium neighbour. 

diffract ion pa t t e rn  (e.g. Connolly, 1959) has  been 
1. I n t r o d u c t i o n  indexed (de Wolff, 1961) on the basis  of a pseudo- 

y-UOs is one of the six known modificat ions of this  te t ragonal  uni t  cell, wi th  extinctions s t rongly indicat-  
oxide (Hoekstra & Siegel, 1958). I ts  publ ished powder ing tha t  the  s t ructure  to which i t  approximates  has  


